

“座標測定機に関する新ＪＩＳ説明会”
主催：日本精密測定機器工業会
三次元測定機部会
今年6月に、日本工業規格JIS B 7440-8「光学式距離センサ付き座標測定機の受け入れ検査及び定期検査」が公示されました。また「画像プローブ付き座標測定機の受け入れ検査及び定期検査」と「三次元座標測定機による測定不確かさの求め方」のISO規格がそれぞれJIS化されて近く公示されます。
日本精密測定機器工業会 三次元測定機部会はメカトロテックジャパン2015開催日にこれらの規格の説明会を国立研究開発法人産業技術総合研究所様のご協力により開催致します。
JIS B 7440-8は以前に発行されたJIS B 7441がISO化された際に更新した内容を反映した規格となっており、今回の説明会では改正された部分を中心にご説明して戴きます。
受講を希望される方は次頁申込書にご記入戴き工業会へお申し込み下さい。
	開催日時
	平成２７年１０月２１日（水）　１４：００～１６：３０

	場　　所
	ポートメッセ名古屋　交流センター４階　第７会議室

〒455-0848 名古屋市港区金城ふ頭二丁目2番地


	交　　通
	あおなみ線：金城ふ頭駅下車　徒歩３分


	募集人員
	８０名

	講演対象規格
	1 光学式距離センサ付き座標測定機の受け入れ検査及び定期検査 (JIS B 7440-8）

· 直交型座標測定機においてラインレーザプローブ等のセンサを装着した場合の長さ測定精度とプロービング精度の検査方法が示されます。

2 画像プローブ付き座標測定機の受け入れ検査及び定期検査 (ISO 10360-7)

· 直交型座標測定機においてカメラタイプ等のセンサを装着した場合の長さ測定精度とプロービング精度の検査方法が示されます。

3 測定不確かさの求め方-第3部：校正されたワークピース又は測定標準を使用する方法 (ISO 15530-3)

· 座標測定機においてワークを測定する際の不確かさに関し、マスターワーク等の基準物を用いて不確かさを見積る方法が示されます。

	講　　師
	国立研究開発法人産業技術総合研究所 工学計測標準研究部門
幾何標準研究グループ グループ長　阿部　誠 様
幾何標準研究グループ 主任研究員　鍜島　麻理子 様

幾何標準研究グループ 主任研究員　佐藤  理 様

	受講料
	無料　


	申し込み期限
	平成２７年１０月２日（金）１５：００までですが定員になり次第締め切ります。

	問い合わせ先
	日本精密測定機器工業会TEL03-3434-9557 　info@jpmia.gr.jp

	テキスト
	専用のテキストの他、JIS B 7440-8を使用します。ご持参をお願いします。
お持ちでない方のために、当日日本規格協会からの委託販売を致します。

ISO規格がJIS化された場合はこの規格の委託販売を致します。

	お申し込み先
	日本精密測定機器工業会FAX03-3434-1695 　info@jpmia.gr.jp


次ページに申込書があります。
“座標測定機に関する新ＪＩＳ説明会”
開催日：　平成２７年１０月２１日
講演対象規格：

1 光学式距離センサ付き座標測定機の受け入れ検査及び定期検査 (JIS B 7440-8）

2 画像プローブ付き座標測定機の受け入れ検査及び定期検査 (ISO 10360-7)

3 測定不確かさの求め方-第3部：校正されたワークピース又は測定標準を使用する方法 (ISO 15530-3)

申込書（受講される方）（受講者多数の場合は調整させて戴く場合があります）  　　　　　
	
	お　名　前
	所属部課名
	お　役　職

	１
	
	
	

	２
	
	
	

	３
	
	
	

	４
	
	
	

	５
	
	
	


（お申し込み者）
	会社名　　　　　　　　　
	

	お名前　　　　　　　　　
	

	お名前フリガナ　　　　　
	

	郵便番号・ご住所　　　　
	

	所属　　　　　　　　　　
	

	メールアドレス　　　　　
	


お申し込み先：　日本精密測定機器工業会　　FAX：03-3434-1695 　email: info@jpmia.gr.jp
